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LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI | ELEKTROTECHNIKI D-1

Tabela 1 Wybrane parametry techniczne multimetrow cyfrowych Metex M-4660A i M-4640A.

rezystancja, napigcie AC/DC, natezenie AC/DC,

Funkcje pomiarowe temperatura, pojemnos¢ kondensatorow,
czestotliwo$¢, parametr hye

Bezwzgledny maksymalny prad AC/DC 20AAC/20 ADC

Bezwzgledne maksymalne napigcie AC/DC 750V AC/ 1000V DC

Maksymalne napigcie wejsciowe (w funkcji 250V

pomiaru rezystancji, OHM DC/AC)

Maksymalne napigcie wejsciowe (w funkcji 750V

pomiaru czestotliwosci, FREQ DC/AC)

Czestos¢ odeczytu 2,5 razy na sekunde

Zakres temperatury gwarantowanej klasy 23°C+5°C

doktadnosci

Rezystancja wewnetrzna woltomierza DC 10 MQ

Opis elementoéw znajdujacych si¢ na plycie czolowej miernika:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Wyswietlacz cieklokrystalicznym LCD wskazujacy aktualng warto$¢ pomiarowa (4'/;
cyfry, maksymalne wskazanie 19999) z automatycznym wskaznikiem polaryzacji (znak
+/-).

Przycisk UP stuzacy do adresowania komorek pamigei w trybach pamigciowych MEM
1 RCL, ustawiania wartosci odniesienia w trybach pomiaréw wzglednych REL i CMP oraz
zwigkszania czestotliwosci testowej generowanej na pozycji S/O przelacznika
obrotowego.

Przycisk DOWN stuzacy do adresowania komoérek pamieci w trybach pamigciowych
MEM i RCL, ustawiania wartosci odniesienia w trybach pomiaréw wzglednych REL
1 CMP oraz zmniejszania czgstotliwosci testowej generowanej na pozycji S/O
przelacznika obrotowego.

Gniazdo pomiarowe tranzystorow shuzace do pomiaru parametru hge.
Przetacznik zakresu pomiarowego napigcia statego (od 200 mV do 1000 V).
Przetacznik obrotowy funkcji i zakresow pomiarowych.

Przetacznik zakresu pomiarowego napigcia zmiennego (od 200 mV do 750 V).

Wejscie COM (ztgcze typu banan 4 mm). Jest to wejscie wspolne (zacisk powrotny —
masa, biegun ujemny ,,—”) dla wszystkich pomiar6w wykonywanych z wykorzystaniem
wejsé: 20 A, mA i V/Q.
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9) Wejscie pomiarowe V/Q (zlgcze typu banan 4 mm). Zacisk pomiarowy w pomiarach
napi¢é, rezystancji, natgzen, ciaglo$ci, czestotliwosci, diod oraz standéw logicznych;
biegun dodatni ,,+”.

10) Przycisk SET/RESET uruchamia wybrany tryb funkcyjny (SET — potwierdzenie
wyboru), kolejne naci$nigcie (RESET — kasowanie) powoduje wylgczenie wybranego
trybu i przejscie przyrzadu do trybu podstawowego.

11) Przycisk FUNC stuzacy do ustawienia przyrzadu do pracy w jednym z dodatkowych
trybow funkcyjnych. Kolejne naci$ni¢cia zmieniajg wybrany tryb wedlug sekwencji: D-H,
A-H, REL, MEM, RCL, CMP.

12) Przycisk ON/OFF wlaczajacy lub wylaczajacy zasilanie.
13) Przetacznik zakresu pomiarowego rezystancji (od 200 Q do 20M Q).
14) Gniazdo pomiarowe kondensatoréw, temperatury i wyjscie sygnatu testowego.

15) Panel pomiarowy przetacznika obrotowego z nast¢pujacymi funkcjami:

" e symbol testu diody,

= S/O generowanie sygnatu testowego C-MOS (M-4660A),

= TEMP pomiar temperatury (M-4660A),

* FREQ pomiar czestotliwosci, 2 MHz (M-4640A) i 20 MHz(M-4660A),

= CAP (HI) pomiar pojemnosci kondensatora (od 20 do 200 pF),
= CAP(LO) pomiar pojemnosci kondensatora (od 20 do 200 nF),
= LOGIC test stanow logicznych,

" hge wzmocnienie hge tranzystora.

16) Przetacznik zakresu pomiarowego natezenia pradu zmiennego (od 2 mA do 20 A).
17) Przetacznik zakresu pomiarowego natezenia pradu statego (0d 2 mA do 20 A).

18) Wejscie pomiarowe mA (ztacze typu banan 4 mm) wykorzystywane do pomiaru pragdow
na zakresach do 2 mA, do 20 mA i do 200 mA.

19) Wejscie pomiarowe 20 A (zlacze typu banan 4 mm) wykorzystywane do pomiarow
pradow o natgzeniu wyzszym niz 200 mA i nizszym niz 20 A.
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M-4660A

Rysunek 1 Widok przedniej czg$ci miernika Metex M-4660A.
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Opis parametrow elektrycznych i doktadnos¢ miernikow M-4660A i M-4640A. Skroty uzyte
w tabeli: rdg — (ang. reading) wartos¢ odczytana, dgt — (ang. digit) ziarno.

FUNKCIA ZAKRES BEZWZGLEDNY BtAD GRANICZNY ZIARNO POMIARU
200 mV 10 v ’|
Napigcie stale 2V + (0,05%rdg + 3dgt) 100 v
(DC V) 20V 1mV
200V 10 mV
1000 V + (0,1%rdg + 5dgt) 100 mV
200 mV 10 uv 1
Napiecie 2V + (0,5%rdg + 10dgt) 100 pVv
zmienne 20V 1mVv
(AC V) 200V 10 mV
750V + (0,8%rdg + 10dgt) 100 mV
2 mA % (0,3%rdg + 3dgt) 100 nA
Prad staty * 20 mA 1 uA
(DC A) 200 mA + (0,5%rdg + 3dgt) 10 uA
20 A + (0,8%rdg + 5dgt) 1 mA
2mA + (0,8%rdg + 10dgt) 100 nA
Prad zmienny * 20 mA 1 pA
(AC A) 200 mA + (1,0%rdg + 10dgt) 10 pA
20A * (1,2%rdg + 15dgt) 1 mA
200 Q * (0,2%rdg + 5dgt) 0o01Q |
2 kQ 01Q
Rezystancja 20 kQ 1 (0,15%rdg + 3dgt) 1Q
200 kQ 10Q
2 MQ 100 Q
20 MQ + (1%rdg + 2dgt) 1kQ
Il Test diod pomiar rezystancji ztacza w kierunku przewodzenia w kQ przy
pradzie testowym ok. TmA
Akustyczny test sygnal dzwigkowy (buzzer) generowany przy rezystancji na
ciggtosci wejsciu miernika mniejszej niz 30Q
hFE odczyt przyblizonej wartosci parametru hFE badanego
I tranzystora
* - nie dotyczy modelu M-4660A ** . nie dotyczy M-4640A

Rysunek 2 Parametry elektryczne oraz wzory na btedy bezwzgledne graniczne miernikow M-4660A
i M-4640A.
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FUNKCJA ZAKRES BEZWZGLEDNY BtAD GRANICZNY ZIARNO POMIARU
20 nF +(2,0%rdg + 5dgt) 1pF
Pojemnosé 200 nF 10 pF
(CAP Lo/ CAP Hi) 20 uF + (3,0%rdg + 8dagt) 1nF
200 uF 10 nF
20 kHz 1Hz
Czestotliwosé 200 kHz + (0,1%rdg + 2dgt) 10 Hz
(FREQ) 2 MHz 100 Hz
** 20 MHz 1 kHz
Test stanéw logi- DC do 20V + (0,05%rdg + 3dgt) 1mV
cznych (LOGIC) czestotliwosé + (0,1%rdg + 2dgt)
** Temperatura -40°C ~ +200°C * (3,0%rdg + 5°C) 0,1°C
(TEMP) +200°C ~ +1200°C + (3,0%rdg + 2°C)

** Sygnat testowy
(S/0)

generacja sygnatéw o poziomie C-MOS (3,2V) i

czestotliwosciach:

0.010kHz; 0,050kHz; 0,060kHz, 0,100kHz; 0,400kHz; 1,010kHz;
2,021kHz; 4,042kHz; 8,084kHz; 10,240kHz

20vDC

* - nie dotyczy modelu M-4660A

Rysunek 3 Parametry elektryczne oraz wzory na btgdy bezwzgledne graniczne miernikow M-4660A i

M-4640A.

+ (0,05%rdg + 3dgt)

1TmV

** . nie dotyczy M-4640A
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